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Matrix Assisted Laser Desorption
lonization

Les molécules (protéines, peptides,
sucres, | ipides,
avec une petite molécule organique
appelée matrice. Celle-ci absorbe la
lumiére du laser UV et permet la
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MALDI et SIMS

Secondary lon Mass Spectrometry

Un f aisceau focalis® df¢
m @ibna prima®es svient irradier la
surface doun ®chantill c
des ions, appelés secondaires, et
caractéristiques de la surface, sont
déns. mol ®cul es

-
\ .
. . S .
¥ econdary ion

R. Castaing, G. Slodzian, J. Microsc. 1962, 1, 395-410
A. Benninghoven, E. Loebach, Rev. Sci. Instrum. 1971, 42, 49-52.

2



Le SIMS est une analyse de surface
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Les projectiles (ions primaires) pénétrent sur seulement quelques centaines d'Angstroms.

lls endommagent la matiére sur toute cette profondeur, car ils se ralentissent par des
successions de collisions élastiques avec des atomes de I'échantillon, lesquels sont déplacés

et des molécules sont donc détruites.

Les ions secondaires ne proviennent seulement que des premiers 50-100 A.
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atomes, molécules,
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Two reactive ion sources:
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Parallel detection
of five ionic species
(NS50) or seven (NS50L)

) Laminated magnet

Nano SIMS

Caractéristiques du NanoSims50 :

Analyses élémentaires

Excellente transmission des ions
secondaires (80% avec M/DM de 5000)

Détection en parallele de cinq images
Haute résolution latérale (50 nm en Cs)

Brevet Université Paris-Sud (P. Slodzian)
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Di stri bution de
thyroide

Application pour les simulations
de doses absorbées

Champ de
60 pm x 60 pm

Nano SIMS
Analyse isotopique

d'apres J.-L. uuiKe, Insitut ri, Orsay




Energy Slit
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Post-ESA lon Detector
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Instrumentation TOF-SIMS IV
(ION-TOF GmbH)
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Augmenter I'émission ionique avec des agrégats
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Importante augmentation de I'émission ionique




Augmenter I'émission ionique avec des agrégats
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Les couleurs représentent la
température en unités de la
temp®rature de f
(1338K).
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